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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

POWER QUALITY MEASUREMENT IN POWER SUPPLY SYSTEMS -

Part 2: Functional tests and uncertainty requirements

Amendment! to IEC 62586-2:2017 has been prepared by IEC technical committee 85
Mleasuring’ equipment for electrical and electromagnetic quantities.

The text of this amendment is based on the following documents:

AMENDMENT 1

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic,fields. To this end an
in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports|,
Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “I[EC-Publication(s)”). Thei
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt wit
may participate in this preparatory work. International, governmental and non-goxernmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely withithe International Organization fof
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreemént-between the two organizations.

-

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters expresssas nearly as possible, an internationd
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for interdational use and are accepted by IEC Nationdl
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IE(Q
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible’ for the way in which they are used or for an
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publication
transparently to the maximum extent possible in theirnational and regional publications. Any divergence betwee
any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latten

IEC itself does not provide any attestation ef\conformity. Independent certification bodies provide conformit
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for an
services carried out by independent certification bodies.

All users should ensure that they have\the latest edition of this publication.

No liability shall attach to IEC onits directors, employees, servants or agents including individual experts an
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage of
other damage of any naturelwhatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) an
expenses arising out of theé publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.

Attention is drawn to,the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications i
indispensable for the.correct application of this publication.

Attention is drawn-to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. IEC shallknot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

FDIS Report on voting
85/770/FDIS 85/795/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The language used for the development of this Amendment is English.
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This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are
described in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/publications/.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the
specific document. At this date, the document will be

reconfirmetd
¢ withdrawn,
¢ replaced by a revised edition, or

¢ amended.

IMPORTANT - The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding
of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

5.1.4 Single "power-system influence quantities”
Replace in Table 4 the footnotes © and 9 with:

9 This signal represents a crest factor of 2.and applies to voltage signals.

q This signal represents a crest factor of 8"and applies to current signals.

6.2.2.2 Variations due to.single influence quantities

Replace Subclause 6.2.2.2 by the following:

Each test shall fast’at least 1 s.

No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 | conditions according | test is applicable)
to Table 4
A2:3.1 Measure influence of P3 for voltage S1 for frequency TC10/12(unc)

frequency on measurement magnitude

foioti, (£
e tatity—(To

calculations as required in
8)

S3 for frequency

foetl
ot

A2.3.2 | Measure influence of P3 for voltage S1 for harmonics TC10/12(unc) on
harmonics on measurement magnitude ch1 compared to a
uncertainty (for further reference voltage
calculations as required in
8)

6.4.1 General

Clarification about units of y axis; replace Figure 1 by the following:
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T

Zero crossing at T1

Number of cycles

!

\

Zero crossing at T1 + 10 cycles

Test signal phase 3

20 25 30
Number of cycles|

i i I

\

5 10 15
Zero crossing at T1 + 20 cycles

Figure 1 — Overview_of test for dips according to test A4.1.1

30
Number of cycles|
IE(
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Clarification about units of y axis; replace Figure 2 by the following:

1/2 cycle RMS phase 1
é, 000000 0006000000000060000000000600000000060000:60006-0-¢

% U,
8

-
Lt

19} 5 TO S 20 75 30
Number of cycled

din
»
»

1/2 cycle RMS phase 2

o 100 [———°9°°%e99 = h T °® ] I 6.00000006000000000060/0006:00G600060
GO P PPPPRI e 0 P B SO

0 I I 5o-ol I I
0 5 10 15 20 25 30

Number of cycleq

5 A 1/2 cycle RMS phase 3
o 100 ~ I" e "!" i = !"°"".' !Oooo.o-o-ooo
BO | RS P T e L 0 ]
20 L . . . e N o R .
0 1 i i i o000l
0 5 10 15 20 25 30
Number of cycleq
IE

Figure 2 — Detail 1 of waveform-for test of dips according to test A4.1.1

Replace Figure 3 by the following-(€larification about hysteresis):

000000 Uain

. - lﬁﬁﬁ)_cw_go%l]d

in

2 % Uy, hysteresis

C=O=0 == 0% Uy,

\Y i duration
ip

< »
-4 -

V. start V. end
dip dip IEC

Figure 3 — Detail 2 of waveform for tests of dips according to A4.1.1
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In Figure 4, correction of values, by expressing them in % of Uy, and by adding a significant

digit. Replace Figure 4 by the following:

—-6—
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Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(%) Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(%)
N N+ 1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7
100 % Uy, | 70,7 % Uy, | 0 % Uy, 0% Uy, 0% Uy | 63.6% Uy, | 90% Uy, | 90 % Uy,
Urmc(1 ) Urmg(‘ ) Urmg(‘ ) Urme(1 ) Urms(1 ) Urm':.(‘ ) Urmc(1 ) Urme(1 )
N+ 8 N+9 N+ 10 N+ 1 N+12 N+13 N+ 14 N+ 15
0% Uy, | 92% Uy, | 94% Uy, | 94% Uy, | 94% Uy, | 94% Uy, | 94% Uy, | 94 % Uy

Figure 4 — Detail 3 of waveform for tests of dips according to test A4.1.1

n Figure 5, correction of signal level to match test point P3 for dips/interruptions, and correction
pf scale now expressed in % of U;,. Replace Figure 5 by the following:

A
Test signal: dip 20 %, 2,5 cycles
150 T T T T T T
100 [ .

50 7
5 /\ /\ /\ i
2 & \J

=50 |- .
-100 | =
_150 | 1 | 1 | |

0 1 2 3 4 5 6 7
* Cycles

IEC

Eigure 5 — Detail 1 of waveform for test of dips according to test A4.1.2
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In Figure 6, correction of signal level to match test point P3 for dips/interruptions, and correction
of scale now expressed in % of Ug;,. Replace Figure 6 by the following:

1/2 cycle RMS

3 A
X 120 +
100 + Qrmmmmmnn Q‘ P ....... e ©
80 - kY i
® ¢
60 - p
40| i
20 oy I 1
O 1 1 1 >
1 2 3 4 5 6 7
Cycles
IEC

Figure 6 — Detail 2 of waveform for tests of dips according to test A4.1.2

n Figure 7, correction of the scale, nowlexpressed in % of Ug,. Replace Figure 7 by thd

following:
A Test signal: swell 200 %, 2,5 cycles
300 T
PAOON nARRSEEELEIEEEEEEEEEEEE bhl REEEEELE bk Shbhhl: af-A----- Ammmmmmmmmmomoes -
M0 rf--t--rycyr by
bﬁ or---4%+----¢+----+-----}ty---+%+----1---%---94----k----A4----t----94--- ——
e :
-100 REEEES THAE FEEREE \j‘ ------ V—
T oeensee e R Froeneee R -
300 i i i i i i
1 2 3 4 5 6
Cycles
IEC

Figure 7 — Detail 1 of waveform for test of swells according to test A4.1.2
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In Figure 8, correction of the scale, now expressed in % of Ug,. Replace Figure 8 by the
following:

S 1/2 cycle RMS

R 200 [----smmmmrpeemnmeensgeeeanes -
710 R S A P S I ST A
160 'G -------------------------- QF ----------------
LT N A W SRR
120 frmmmmmmmmsbommmmms e S oee
100 =----m-o- SRl | SERELEEEE HE L S e
80 f------n-e- bomonoees bomoenee dommenees drmmmnee drmmmenenees oo
SN U N SO S S )
40 foemnmmnn A L R R ERRY A« (.
20 f--mmee- I boomoenee domoenee dremmne e RREEE o

0 | i | | | | -

0 1 2 3 4 5 6 Cycles

IEC

Figure 8 — Detail 2 of waveform for tests of swells according to test A4.1.2

Update of the scale in Figure 9 as follows:

3 A
> 100 —‘
95 |-----------
T e
50 |k
Time
IEC

Figure 9 — Sliding reference voltage test

6.13 Rapid voltage changes (RVC)

Replace the entire Subclause 6.13 by the following:


https://iecnorm.com/api/?name=b77d2f66ae71bbd86a716d82ed7638a5

IEC 62586-2:2017/AMD1:2021
© IEC 2021

6.13 Rapid voltage changes (RVC)

6.13.1 RVC parameters and evaluation

An RVC event is characterized by four parameters:

e start time,

e duration,

AUma)u

AU,

1 ss

q

s$tate" logic signal became false and initiated the RVC event.

The event duration of an RVC event is 100/120 half cycles shorter than theqduration that thg
'lvoltage-is-steady-state" logic signal is false.

The AU, .« of one RVC event is the maximum absolute difference between any of the U,

rms(%4
alues during the RVC event, and the final arithmetic mean 100/120\V, .51, value just prior tg

fhe RVC event. For polyphase systems, the AU, is the largest)AU,,,,, on any channel.

The AUg, of one RVC event is the absolute differencg/between the final arithmetic mear
00/120 Uyppg (1) value just prior to the RVC event, and thie first arithmetic mean 100/120 U

rms rms(%
alue after the RVC event (at the time where the "voliage-is-steady-state" signal becomes true)
or polyphase systems, the AU, is the largest Al L on any channel.

The start time of an RVC event shall be time-stamped with the time that the "voltage-is-steadyt

[}
bé A “voltage-is-steady-state” logic signal 100/120 U
P ) rms(%z)
g { } 100120 U .’
5 Changes in “voltage-is-steady-state” I / rms(%2)
> logic signal are disabled : ! > |
M4 |
| |
000200, 1T 1001200, )
RVC threshold | | on |
| | _ RVC event duration |
UL ORI s D L AN >1I< I
yin S s * _______________
rab AN 3
e £
---------------------- = » >
2]
Arithmetic mean  EEEEEE R 3 e e
of the prev|°us ..........................................................
100/120 Urms(,/z) values
. RVC threshold
Unms(yy Values with hysteresis applied
Dip threshold

Figure 18 — Example of RVC event
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6.13.2 General
6.13.2.1 General intents

The voltage test signals implemented are defined in this Subclause 6.13. The tests focus on
showcasing the 5 general scenarios of how RVC events could be detected, whilst placing
particular emphasis on the following features: amplitude, duration, start time and end time, poly-
phase system, etc.

he test results and the relevant analvsis are nrovided here as well
Y g

The test cases below are designed for both Class A and Class S. If Uy,g(q) (one cygle) is

s$elected for Class S RVC, then 100/120 half cycles shall be replaced throughout the“event
¢valuation with 50/60 full cycles.

6.13.2.2 Uncertainty of results
Magnitude measurement uncertainty:

1 Class A: The measurement uncertainty shall not exceed +0,2 % Uy,

1 Class S: The measurement uncertainty shall not exceed +1,00% Uy;,.

Duration measurement uncertainty:
4 Class A: 1 cycle, commencement uncertainty (half cycle) plus the conclusion uncertainty
(half cycle).

1 Class S: If Uyyg(1/2) is used, then the uncertainty is +1 cycle. If Ug(q) is used, then the
uncertainty is £2 cycles.

6.13.2.3 Setup values

1+ RVC threshold (5,0 %)

1 RVC hysteresis (2,5 %)

1 Ugip threshold = 90,0 % Uy,

1 Uswen threshold = 110,0:%- Uy,

6.13.2.4 Type of functional tests
The following types of tests are specified hereafter:

1 No RVC tests (slow change, small change, big change-dips/swells);
4+ RVC setup test (threshold, hysteresis);
1 RVCiparameters test (start time, AU, 5, AU,

ax, Ss?

AU,

Ss?

duration);

1 <{RVC polyphase test (start time, AU duration);

max,

- VSS voltage-is-steady-state test rule: all the immediately preceding 100/120 Urms (%) values

(1 s) remain within an RVC threshold, reduced by hysteresis, from the arithmetic mean of
those 100/120 Uy (1) values.

NOTE Only negative RVC events and only when the initial VSS = 100 % Uy, have been specified in these tests.
However, the same results should be achieved also for positive RVC events and initial VSS is different from
100 % Uy,
All tests are rather quality than quantity tests. Due to uncertainty in simulation and
measurements, uncertainty of +2 half cycles are accepted.
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6.13.3 "No RVC" tests
6.13.3.1 Test1
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A13.1.1 To verify that no RVC event |P4 for frequency Test shall be conducted | No RVC shall be

will be detected if the voltage
magnitude changes too
slowly.

according to Table 8

detected

See NOTE

NOTE An RMS voltage is in a steady-state condition if all the immediately preceding 100 U
within RVC threshold from the arithmetic mean of those 100 U
is under consideration.

rms(%2)

values (1.s)/remain
values. The validity of this test for 60-Hz'\networks|

rms(%2)

Table 8 — Specification of test A13.1.1

Test definition 2 |t =0 t1 = 100 half t> = 300 half t3 = 400 half t4)= 600 half tend
cycles cycles cycles cycles
(start test)
(start ramp (start rarp,up)
down)
U 100 % Uy, 100 % Uy, 92 % Uy, 92 % Uy, 100 % Uy, 100 % Uy,
VSSs
P This sequence of test is described in Figure 19; theoretical limits are described in Figure 20.
1,100 0 D
e |nput
1,050 0 -
1,000 0
0,950 0
9000
0,850 0
0 100 200 300 400 500 600 700

Figure 19 — Test A13.1.1 waveform

IEC
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1,1000
— |nput
= e +RVC limit
—RVC limit
1,050 0 -~ -~ e Arithmetic mean -

1,000 0

D,950 0

D,900 0

D,850 0 AV
100 200 300 400 500

600

700
IEQ

Figure 20 — Test A13.1.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz

6.13.3.2 Test 2

No. Target of the test Testing-points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A13.1.2 To verify that no RVC event |P4.Jfor frequency Test shall be conducted | No RVC shall be
will be detected if the voltage according to Table 9 detected
magnitude changes less than
the threshold.
See NOTE
NOTE An RMS voltage is in a-steady-state condition if all the immediately preceding 100 Urms(%) values (1 s) remain

within RVC threshold from.thé arithmetic mean of those 100 U
is under consideration

rms(%) values. The validity of this test for 60 Hz networks

Table 9 — Specification of test A13.1.2

Test t,=0 t, = 100 half t, = 150 half fend N.A. N.A.
defirition 2 cycles cycles
(Start test)
(step down) (step up)
U 100 % Uy, 97 % Uy, 100 % Ug;, 100 % Uy, N.A. N.A.
VSs

@ This sequence of test is described in Figure 21; theoretical limits are described in Figure 22.
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A
1,10
1,05
h.00 N
N
@'\n’put
0,95 §
O
>
0,90 P
4
0,85 T T T /- (\-r’ T T L
0 100 200 300 {(400 500 600
1EC]
Figure 21 — Test @.2 waveform
N\
A s\\‘}
1,10 &
\g@
¥
oy
1,05 ~< - \:, _ -
O
1,00 F\, - -
0,95 6% - =
-.% o N o e P4
QSJ e Arithmetic mean
N
+RVC fimit
0,90
- RVC limit
e |nput
0,85 T T T T T >
0 100 200 300 400 500 600

Figure 22 — Test A13.1.2 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz

IEC
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6.13.3.3 Test3
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A13.1.3 To verify that if a dip/swell is | P4 for frequency Test shall be conducted | No RVC shall be
detected during an RVC according to Table 10 detected
event, including the disabled .
100/120 half cycles, then the One dip shall be
RVC event would be detected
discarded and recorded as a Dip duration 80: half
aIp7swWetr. cycles t 2 half
See NOTE cycles
NOTE If a voltage dip or voltage swell is detected during an RVC event, including the disabled 100 half cycles,
then the RVC event is discarded because the event is not an RVC event. It is a voltage dip_or, voltage swell. The
validity of this test for 60 Hz networks is under consideration.
Table 10 — Specification of test A134.3
Test definition 2 f, = 0 ¢, = 100 half t, = 170 half t; = 250 half fond N.A.
cycles cycles cyclés
(start test) y y y
(15t step down) |(2"d step down) [(Step up)
/ 100 % Uy, 93 % Uy, 85 % Uy 100 % Uy, 100 % Uy, N.A.
Vss
4 This sequence of test is described in Figure 23; theotetical limits are described in Figure 24.
1,10 N\
1,05 O N
e |nput
1’00 ——————————
0,95 B
090
0,85
0,80
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Figure 23 — Test A13.1.3 waveform
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Figure 24 — Test A13.1.3 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz

IEQ

mentioned RVC setup values
as specified in 6.13.2,3 are
valid.

RVC threshold canhot be
exactly tested,but to verify it
is TRUE whenRVC

AU, > RVC threshold.

ma

6.13.4 "RVC threshold and setup” test
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A13.2.1 To verify that the above P4 for frequency Test shall be conducted | One RVC shall be

according to Table 11

detected:

Start: 100 half
cycles

AU, 7.0 % U,

in
AU 7,0 % U,

in

Duration: 0 to 2 half
cycles

Table 11 — Specification of test A13.2.1

Test definition 2 [{; =0 t, = 100 half fend N.A. N.A. N.A.
cycles
(start test) y
(step down)
UVss 100 % Uy, 93 % Uy, 93 % Uy N.A. N.A. N.A.

a

This sequence of test is described in Figure 25; theoretical limits are described in Figure 26.
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Figure 25 — Test .2.1 waveform
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Figure 26 — Test A13.2.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz
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6.13.5 "RVC parameters" test

No. Target of the test Testing points Complementary test | Test criterion (if test
according to Table 3 conditions is applicable)
A13.3.1 To verify that the above P4 for frequency Test shall be One RVC detected:
mentioned RVC parameters conducted according )
are valid. to Table 12 Start: 100 half Cycles

See NOTE AUpax: 8,0 % Uy,
AU_.:2,0% U,

in

Duration: 49 half
cycles * 2 half ¢ycles

NOTE The following parameters can be tested:

RVC start time stamp: an RVC event is time-stamped with the time at which the "voltage-is-steady-state" logic|
signal became false and initiated the RVC event.

RVC AU, is the maximum absolute difference between any of the Uims() values during/ther RVC event and the|
final arithmetic mean 100/120 Urms () value just prior to the RVC event. For polyphase\systems, the AU, is the|
largest AU, .. on any channel.

RVC AU: is the absolute difference between the final arithmetic mean 100/320 Utms(v4) value just prior to the
RVC event and the first arithmetic mean 100/120 Urms () value after the \RYC event (at the time where the
"voltage-is-steady-state" signal becomes true). For polyphase system§; the AU, is the largest AU,  on any|
channel.

RVC duration: is 100/120 half cycles shorter than the length of time”during which the "voltage-is-steady-state"
logic signal is false.

Table 12 — Specification of test A13.3.1

Test t,=0 &= 100 half |1, =150 half | ren

definition @ cycles cycles
(start test)

(step down) (step up)

U 1009 Uy, 92 % Uy, 98 % Uy, 98 % Uy,

Vss

a8 This sequence of test is described in Figure 27; theoretical limits are described
in Figure-28.
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Figure 28 — Test A13.3.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz
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6.13.6 "RVC polyphase" test

No. Target of the test Testing points Complementary test | Test criterion (if test
according to Table 3 conditions is applicable)

A13.4.1 To verify that in a polyphase |P4 for frequency Test shall be One polyphase RVC
system, RVC detection conducted according |[shall be detected:
depends on the combined to Table 13

VSS (voltage-is-steady-state)
logic signal. This signal is
the logical AND of the

Start: 120 half cycles
AU 8,0 % Uy

in

voItldge-Is-sleddy-sidle
logic signal of each voltage
channel.

See NOTE

AU, 2,0 % U,

in

Duration: 59 half
cycles * 2 half ¢ycles

— RVC AU For polyphase systems, the AU is the largest AU_  on any channel;

- RVCAU,_,,: For polyphase systems, the AU, is the largest AU, .. on any channel:

NOTE For polyphase systems, the combined "voltage-is-steady-state" logic signal is the logicah"AND of the
"voltage-is-steady-state" logic signal of each voltage channel. The following parameters can be tested:

- RVC start time stamp: an RVC event is time-stamped with the time at which the combined "voltage-is-steady-|
state" logic signal became false and initiated the RVC event.

- RVC duration: the event is 100/120 half cycles shorter than the length of tinfe|during which the combined "voltage-|
is-steady-state" logic signal is false.

Table 13 — Specification of-test A13.4.1

Test definition 2 |4, =0 t, = 100 half t, = 120N\palf ty = 140 half t, = 160 half t; = 180 half
cycles cycles cycles cycles cycles
(start test) y y y y y
UVSS ohase 1 100 % Ugin 97 % Ugin 97 % Usin 97 % Ugin 97 % Ugin 97 % Ugin
UvSs ohase 2 100 % Uy, 100 % Uyn 92 % Uy, 92 % Uy, 92 % Uy, 100 % Uy,
UVSS ohase 3 100 % Uy, 100 % Uy, 100 % Uy, 92 % Uy, 98 % Uy, 98 % Uy,
Test definition @ |5 = 200 half’ |tend N.A. N.A. N.A. N.A.
cycles
100 % Ugin 100 % Ugin N.A. N.A. N.A. N.A.
vss phase 1
U 100 % Uy, 100 % Uy, N.A. N.A. N.A. N.A.
vss phasel2
98 % Uy, 98 % Uy, N.A. N.A. N.A. N.A.
Vss’phase 3

a

This sequence of test is described in Figure 29; theoretical limits are described in Figure 47.
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Figure 29 — Test A13.4.$vef0rm at 50 Hz
\ L
R
@\
1,10 $’?S\ Phase A
%) Phase B
Q\
\O ,— Phase C
105 4 N~ - = == +RVC-A
’ -
~'..~ ,—"* = == _RVC-A
R ~s~ ’O’ R R
SRS < Sesa_e"" [ s SS-A
S 1.7
100 ('Q \\‘ Seeo ,2( — SS-B
®~ \\ -‘7’ c— $S-C
<& R -
~O ks add e = == +RVC-B
N N \‘-- ,/ : === _RVC-B
é) -s \\ I== - 5’: >
A\ - o ~,/’ -~ o = = +RVC-C
-3 _.--._‘.’——’ JL I o = = _RVC-C
SS-TOT
0,90 T T T T T >
50 100 150 200 250 300

IEC

Figure 47 — Test A13.4.1 waveform with RVC limits and VSS at 50 Hz
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6.13.7 "Voltage is in steady-state condition” tests

6.13.7.1 Test 1 (One RVC detected)

No. Target of the test Testing points Complementary test | Test criterion (if test
according to Table 3 conditions is applicable)
A13.5.1 To verify that, if the second P4 for frequency Test shall be One RVC detected:
RVC event starts before the conducted according )
VSS (voltage-is-steady-state) to Table 14 Start: 100 half cycles
logic signal changes to AL -QQ09% [/
TRUE, only one RVC event maxt am
will be detected. AU 4,0 % Uy,
See NOTE Duration: 99 half
cycles * 2 half‘cycles

NOTE A single RVC is detected. This test will confirm that the meter does not return the VSS signal“to true before
100 half cycles (for the test, 40 half cycles is used). The validity of this test for 60 Hz networks isiunder consideration.

Table 14 — Specification of test A13.5.1

Test =0 t, = 100 half t, = 130 half ty = 170 half t, = 200 half tend

definition 2 cycles cycles cycles cycles
(start test) y y y Y

U 100 % U, 91 % Uy, 96 % Uy, 96 % Uy,

vss din

93 % Uy, 98 % Uy,

P This sequence of test is described in Figure 30; the theoretical limits are described in Figure 31.

1,10 \
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e [nput

D,95 (—

0,90

0,85

0 100 200 300 400 500 600 ec

Figure 30 — Test A13.5.1 waveform
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6.13.7.2 Test 2 (Two RVC detected)

Figure 31 — Test A13.5.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean at 50 Hz

IEC

logic signal changes to
TRUE, two RVC events will
be detected.

No. Target of the test Testing points Complementary Test criterion (if test
according to Table 3 test conditions is applicable)
A13.5.2 To verify that, if the second P4 for frequency Test shall be Two RVC detected:
RVC event starts after the conducted according )
VSS (voltage-is-steady-state) to Table 15. RVC 1:

Start: 100 half cycles
AU 7,0 % Uy,
AU 1,0 % Uy,
Duration: 40 half cycles
+ 2 half cycles

RVC 2:

Start: 280 half cycles

AU, 8,0 % U,

in

AU, 2,0 % Uy

Duration: 60 half cycles
+ 2 half cycles
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Table 15 — Specification of test A13.5.2
Test t,=0 t, = 100 half t, = 140 half ty = 280 half t, = 340 half tend
definition @ cycles cycles cycles cycles
(start test) y y y y
U 100 % Uy, 93 % Uy 99 % Uy 91 % Uy, 97 % Uy, 97 % Uy,
VSS
2 This sequence of test is described in Figure 32; theoretical limits are described in Figure 33.
A
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Figure 32 — Test A13.5.2 waveform

IEC
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Figure 33 — Test A13.5.2 waveform with RVC Iin;{ nd arithmetic mean at 50 Hz
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MESURE DE LA'QUALITE DE L'ALIMENTATION
DANS LES RESEAUX D'ALIMENTATION -

AMENDEMENT 1

AVANT-PROPOS

de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC).N.'IEC a pour objet d¢
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation, dans les domaines d¢
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, '|[EC — entre autres activités — publie_des-Normes internationales|,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et deg
Guides (ci-aprées dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est corifi€e a des comités d'études, au
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisation$
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison aye¢ I'lEC, participent également au
travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationdle,/de Normalisation (ISO), selon de$
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions/techniques représentent, dans la mesure d
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de I'lEC intéressé$
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les Publications de 'lEC se présentent sous la forme, de\recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous“\les efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lE(Q
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses_publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsable d¢
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui'en est faite par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager I'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'l[EC s'engagent, dans toute &
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'lEC dans leurs publications nationaleg
et régionales. Toutes divergences entre \toutes Publications de I'lEC et toutes publications nationales oy
régionales correspondantes doivent étre_ indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

L'IEC elle-méme ne fournit aucune .attestation de conformité. Des organismes de certification indépendant$
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de¢
conformité de I'lEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certificatio
indépendants.

Tous les utilisateurs doivent's’assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires|,
y compris ses experts, particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de I'lEC},
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelqu¢
nature que ce spit; directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les dépenses$
découlant detla publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication de I'lEC],
ou au créditiqui lui est accordé.

L'attention* est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publication$
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

I’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire I'objett
de” droits de brevet. L’IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits d¢

L " ral. : : bl e
orevetS erac e PpasS avolr Sigiare reur CXTSteneeT

Le présent amendement 1 a I'lEC 62586-2:2017 a été établi par le comité d’études 85 de I'lEC:
Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
85/770/FDIS 85/795/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.
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La langue employée pour I’élaboration de cet Amendement est I’anglais.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous
www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par
I'lEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/standardsdev/publications/.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité
indiquée sur le site web de I'lEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document

¢ reconduit,

¢ supprimé,

¢ amendé.

flecherché. A cette date, le document sera

¢ remplacé par une édition révisée, ou

IMPORTANT - Le logo 'colour inside’ qui se trouve sur la page.de couverture de cette
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles a
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs'devraient, par conséquent,
imprimer ce document en utilisant une imprimante couleur.

5.1.4

"Grandeurs d'influence des réseaux électriques" simples

Remplacer levparagraphe 6.2.2.2 par le suivant:

Chaque 'essai doit durer au moins 1 s.

Remplacer, dans le Tableau 4, les tiotes de bas de page © et 9 par:

9 Ce signal représente un facteur;de’créte de 2 et s'applique aux signaux tension.

9 Ce signal représente un facteur de créte de 3 et s’applique aux signaux courant.

6.2.2.2 Variations\en fonction des grandeurs d'influence uniques

N° Objectif de I'essai Points d'essai Conditions d'essai Critére d'essai (si
selon le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
selon le Tableau 4

A2.3.1 Mesurer l'influence de la P3 pour I'amplitude de | S1 pour la fréquence TC10/12(unc)
fréquence sur l'incertitude tension i
de mesure (pour les calculs S3 pour la fréquence
ultérieurs exigés a
I’Article 8).

A2.3.2 | Mesurer l'influence P3 pour I'amplitude de | S1 pour les TC10/12(unc) sur le
des harmoniques sur tension harmoniques ch1 comparé a une
I'incertitude de mesure tension de
(pour les calculs ultérieurs référence
exigés a I’Article 8).
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6.4.1 Généralités

Remplacer la Figure 1 par la suivante (clarification au sujet des unités de I’axe des y):

A Signal d’essai phase 1
T

:V{:U ﬁﬁV’fﬁ,Uf UU,UU fv_ﬁ UV,VU ﬁUﬁﬁfo U,U VUUUl f’vj :V':‘U':iU:V
0 5 10 15 20 25 30
* Passage par zéro a T1 Nombre de cycles|

"
\

A Signal d’essai phase 2
T T

2 50 UV A
S oTol SO0 0 U8 U F 00 9 UL AU 1 A0 U U1 O AUUUUOY IOUUUOO ¢ 0¥ JU00 W L 00 00 AU W 0 11/ 20 0 O A0 1 0 0 ¥ o
I

0 5 10 15 20 25 30
* Passage par zéro a T1 + 10 cycles Nombre de cycles|

\

A Signal d’essai phase 3

Udl
o
\

0 5 10 15 20 25 30

* Passage par zéro a'T1 + 20 cycles Nombre de cycles
IE

Figure 1 — Vue d'ensemble de I'essai pour les creux conformément a I'essai A4.1.1
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Remplacer la Figure 2 par la suivante (clarification au sujet des unités de I'axe des y):

din
»
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% U,

é, 0000000006000000000600000000060000000006006000000:0

-
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© ©
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Figure 2 — Détail 1.de la forme d'onde pour I'essai

20

des creux conformément a I'essai A4.1.1

Remplacer la Figure 3 par la suivante (clarification au sujet de I’hystérésis):

o

oL

25

30
Nombre de cycleg
IE(

U

— 'ﬁmﬁ: 2 C ::_QO%Udin
@)
@)
2 % Uy, hystérésis
O OO / 0% Uy,
Durée V
| creux -
Début V Fin V
creux creux

IEC

Figure 3 — Détail 2 de la forme d'onde pour les essais des creux
conformément a I'essai A4.1.1
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Une correction des valeurs de la Figure 4 a éte effectuée, en les exprimant en % de Uy;, et en
ajoutant un chiffre significatif. Remplacer la Figure 4 par la suivante:

U, eff(%) U, eff(%4) Ueff(‘/z) Ueff(’/z) Ueff(‘/z) Ueff(‘/z) Ueff(‘/z) Ueff(’/z)

N N+ 1 N+2 N+3 N+ 4 N+5 N+6 N+7
100 % Uy, | 70,7 % Uy, 0% Uy, 0% Uy, 0 % Uy, 63,6 % Uy, 90 % Uy, 90 % Uy,

Uestt(s) Uestt(s) Uestt(s) Uett() Uett(y) Uett() Uestt(s) Uett()

N+8 N+9 N+ 10 N+ 11 N+ 12 N+ 13 N+ 14 N+ 15
90 % Uy, 92 % Uy, 94 % Uy, 94 % Uy, 94 % Uy, 94 % Uy, 94 % Uy, 94 %Yt

150

100

50

-100

-150

Figure 4 — Détail 3 de la forme d'onde pour les essais des creux
conformément a I'essai A4.1.1

Signal d’essai: creux de 20 %, 2,5 cycles

i la Figure 5, le niveau du signal a été corrigé pour correspondre au poiht-t’essai P3 pour le§
breux/interruptions, ainsi que I’échelle qui est désormais exprimee en%,de U,;,. Remplacer la

Figure 5 par la suivante:
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Figure 5 — Détail 1 de la forme d'onde pour I’essai des creux
conformément 3 l'essai A4 12
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A la Figure 6, le niveau du signal a été corrigé pour correspondre au point d’essai P3 pour les
creux/interruptions, ainsi que I'échelle qui est désormais exprimée en % de Ug;,. Remplacer la
Figure 6 par la suivante:

s A )
S) 1/2 cycle efficace
X 120 -
100 L + O Q P < o
80 | kY £
® ¢
60 i
40 - H
20 oy I 1
O 1 1 | Il 1 1 | >
0 1 2 3 4 5 6 7
Cycles
IEC

Figure 6 — Détail 2 de la forme_d'onde pour les essais des creux
conformément a I'essai A4.1.2
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A la Figure 7, I'échelle a été corrigé et est désormais exprimée en % de Ugin- Remplacer la

Figure 7 par la suivante:
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Figure 8 — Détail 2 de la forme d'onde pour les essais des surtensions
conformément a I'essai A4.1.2
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Remplacer la Figure 9 par la suivante (actualisation de I’échelle):
A

100 —‘
95

£

©
S)
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87 [~

50 |-=====------m oo —

Temps
IEC

Figure 9 — Essai de la tension de référence de glissement

6.13 Variations rapides de tension (RVC)

Remplacer le paragraphe 6.13 entier par le suivant:

I.13 Variations rapides de tension (RVC)
.13.1 Parameétres RVC et évaluation
Un événement RVC se caractérise par quatre\paramétres:

¢ heure de début,
¢ durée,
¢ AU,

max>

? AUg.
L’heure de début d'un gvénement RVC doit étre horodatée en utilisant I'heure a laquelle |
aleur du signal logique "tension en régime établi" est devenue FALSE et a initi¢
[févénement RVC.

La durée d'un_evenement RVC est plus courte de 100/120 demi-cycles que la durée au coursg
de laquellela-valeur du signal logique "tension au régime établi" est FALSE.

La valeur AU, ,, d'un événement RVC correspond a la différence absolue maximale entre toute
aleur’ Uggf(y,) relevée au cours de I'événement RVC et la moyenne arithmétique finale des

"tension en régime établi" est devenue TRUE). Pour les réseaux polyphasés, la valeur AU
est la plus élevée sur n'importe quel canal.

La valeur AUg, d'un événement RVC correspond a la différence absolue entre la moyenne
arithmétique finale des valeurs 100/120 Ugss1,) relevée juste avant I'événement RVC et la
premiére moyenne arithmétique des valeurs 100/120 Uggs1s,) releveée apres I'événement RVC.
Pour les réseaux polyphasés, la valeur AU est la plus élevée sur n'importe quel canal.
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SN Signal logique "tension en régime établi" 100/120 U
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) Les variations du signal logique "tension I | §
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Temps
IEC
Figure 18 — Exemple d’un événement'.RVC

.13.2 Généralités
.13.2.1 Objectif général

es signaux d’essai de tension mis en ceuvre sont définis dans le présent paragraphe 6.13. Les
ssais se concentrent sur la présentation des cinq scénarios généraux de détection des
vénements RVC, en insistant sur les caractéristiques suivantes: amplitude, durée, heure d¢
ébut et de fin, réseau polyphasé, etc.

es résultats des essais et l'analyse pertinente sont également fournis dans le présent
aragraphe.

es essais types ci-dessous;sont congus pour la classe A et la classe S. Si Ugg(q) (un cycle

st choisi pour un événement RVC de classe S, 100/120 demi-cycles doivent étre remplacés$
ans la totalité de I'évaluation d'événement par 50/60 cycles complets.

T.13.2.2 Incertitude des résultats
Incertitude-de*mesure de I'amplitude:

1 Classe’A: L'incertitude de mesure ne doit pas dépasser 0,2 % de Uy,;

1 {Llasse S: L'incertitude de mesure ne doit pas dépasser £1,0 % de Uy,,.

Incertitude de mesure de la durée:

- Classe A: +1 cycle, incertitude de début (demi-cycle) plus incertitude de fin (demi-cycle).

- Classe S: Si Ugg(q/2) est utilisée, l'incertitude est de +1 cycle. Si Ugq) est utilisée,
I'incertitude est de £2 cycles.
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6.13.2.3 Valeurs de configuration

- Seuil RVC (5,0 %)

- Hystérésis RVC (2,5 %)

- Seuil Uggyx = 90,0 % Uy,
=110,0 % Uy,

— 37 -

- Seuil Usurtension

6.13.2.4 Types d'essais fonctionnels

L es types d'essais suivants sont spécifiés ci-apres:

1 Essais "pas d'événement RVC" (variation lente, variation faible, variation importante
creux/surtensions);

1 Essai de configuration RVC (seuil, hystérésis);

1 Essai des parametres RVC (heure de début, AU, AUg, durée);

max,

AU,

Ss?

1 Essai polyphasé RVC (heure de début, AU, durée);

ax,
+ Reégle d'essai "tension en régime établi" (VSS - voltage-is-in-steady-state): aucune des
valeurs 100/120 Ugss1,) Précédentes (1 s) ne dépasse le seuil RVC, auquel est soustraite
I'hystérésis, et qui est issu de la moyenne arithmétique de cesvaleurs 100/120 Uggrvy).-

NOTE Seuls les événements RVC négatifs et si la valeur VSS = 100 % de Uy, initiale ont été spécifiés dans ce$
¢ssais. Toutefois, il convient que les mémes résultats soient également obtenus pour les événements RVC positifg
¢t que la valeur VSS initiale soit différente de 100 % de Uy .
Tous les essais sont des essais qualitatifs plutdét que quantitatifs. En raison des incertitudes de
g$imulation et de mesure, une incertitude de +2 demi-cycles est admise.

I.13.3 Essais "Pas d'événement RVC"

.13.3.1 Essai1

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A13.1.1 Vérifier qu'aucun P4 pour la fréquence L'essai doit étre réalisé |[Aucun

événement RVC ne
doit étre détecté

conformément au
Tableau 8

événement RVC niest
détecté si I'amplitude de
tension varie trop lentement.

Voir NOTE

NOTE Une tension efficace est au régime établi si aucune des valeurs 100 U_.(%2) précédentes (1 s) ne dépasse
le seuil RVE)issu de la moyenne arithmétique de ces valeurs 100 U La validité de cet essai pour les
réseaux 60 Hz est a I'étude.

eff(14)"

Définition =0 t1 = 100 demi- |7, = 300 demi- |#3 = 400 demi- ts = 600 thin
d'essai @ A cycles cycles cycles demi-cycles
(début de
I'essai) (début de (début
diminution) d'augmentation)
Uyss 100 % Uy, 100 % Uy, 92 % Uy, 92 % Uy, 100 % Uy, [100 % Uy,

a8 Cette séquence d'essai est décrite a la Figure 19; les limites théoriques sont décrites a la Figure 20.
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Figure 19 - Forme d'onde dea’\e sai A13.1.1
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Figure 20 — Forme d'onde de I’essai A13.1.1 avec les limites RVC

et la moyenne arithmétique a 50 Hz
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6.13.3.2 Essai 2
N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A13.1.2 Vérifier qu'aucun P4 pour la fréquence L'essai doit étre réalisé | Aucun

événement RVC n'est
détecté si I'amplitude de
tension varie en dessous
du seuil.

\ ol NOTE

conformément au
Tableau 9

événement RVC ne
doit étre détecté

NOTE Une tension efficace est au régime établi si aucune des valeurs 100 U
le seuil RVC issu de la moyenne arithmétique de ces valeurs 100 U
réseaux 60 Hz est a I'étude.

eff(
eff(%4)"

) précédentes (1 s) ne dépasse
La validité de cet essai.pour les

Tableau 9 — Spécification de I'essai A13.1.2

Définition t,=0 t, = 100 demi- |, = 150 demi- |t N.AL N.A.
d'essai @ cycles cycles

(début de y y

I'essai) (diminution) (augmentation)
U, ss 100 % Uy, 97 % Uy, 100 % Uy, 100, % Uy, N.A. N.A.

P Cette séquence d'essai est décrite a la Figure 21; les limites théoriques sont décrites a la Figure 22.
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Figure 21 — Forme d'onde de I’essai A13.1.2
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1,00 _\ >

tension ou une surtension
est détecté(e) au colrs d'un
événement RVCyy eompris
les 100/120 demi=cycles
désactivés, I'événement RVC
est ignoré.et-enregistré en
tant que'creux ou surtension.

VoirtNOTE

0,95 X
e |\loyénne arithmétique
== == - limite RVC+
0,90 0)
=\(®%= Limite RVC-
s Entrée
0,85 @Y
0 100 200 300 400 500 600
IEC
Figure 22 — Forme d'onde de I’essai ,A13.1.2 avec les limites RVC
et la moyenne arithmétique a 50 Hz
6.13.3.3 Essai 3
N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A13.1.3 Vérifier que, si un creuxsde P4 pour la fréquence L'essai doit étre réalisé | Aucun

conformément au
Tableau 10

événement RVC ne
doit étre détecté

Un creux doit étre
détecté.

Durée de creux:
80 demi-cycles
+ 2 demi-cycles

NOTE-/Si un creux de tension ou une surtension est détecté(e) au cours d'un événement RVC, y compris

Tableau 10 — Spécification de lI'essai A13.1.3

Définition (o= 0 ¢, = 100 demi- |, = 170 demi- |, = 250 demi- |t N.A.
d'essai ? cycles cycles cycles

(début de y y y

I'essai) (17 diminution) |(28diminution) |(@ugmentation)
Unes 100 % Uy, 93 % Uy, 85 % Uy, 100 % Uy, 100 % Uy, N.A.

@ Cette séquence d'essai est décrite a la Figure 23; les limites théoriques sont décrites a la Figure 24.
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Figure 23 — Forme d'on@e I’essai A13.1.3
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Figure 24 — Forme d'onde de I’essai A13.1.3 avec les limites RVC
et la moyenne arithmétique a 50 Hz
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A13.2.1 Vérifier que les valeurs P4 pour la fréquence L'essai doit étre réalisé |Un événement RVC
de configuration RVC conformément au doit étre détecté:
mentionnées ci-dessus, Tableau 11 i ) .
comme cela est spécifié Debut: 100 demi-
en 6.13.2.3, sont valides. cycles
Le seuil RV/C ne peutpas AU__.:7,0 % U,
étre soumis a l'essai de
maniére précise, mais il est AU 7,0 % Ugig
possible de vérifier que sa P :
valeur est TRUE lorsque (I:Ducrleeesl 0 a Zqgmi-
RVC y
AU, ., > seuil RVC.
Tableau 11 — Spécification de lI'essai A13.2.1
Définition t,=0 t, =100 demi- | ¢, N.A. NA. N.A.
d'essai @ Cyc|es
(début de
I'essai) (diminution)
Uyss 100 % Uy, 93 % Uy, 93 % Uy, N.AS N.A. N.A.

F Cette séquence d'essai est décrite a la Figure 25; les limites théoriques sont décrites a la Figure 26.

,05

D,95

e Entrée

0,90

0,85

100 200

300

400

Figure 25 — Forme d'onde de I’essai A13.2.1
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Figure 26 — Forme d'onde de I'essai A13.2.1 avec les limites RVC
et la moyenne arithmetique a 50 Hz
6.13.5 Essai "paramétres RVC"
N° Objectif de I'essai Points‘d'essai selon | Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)

A13.3.1 Vérifier que les parametres P4 pour la fréquence L'essai doit étre Un événement RVC

RVC mentionnés ci-dessus
sont valides.

Voir NOTE

réalisé conformément
au Tableau 12

détecté:

Début: 100 demi-
cycles

AU, 8,0 % U,

in

AU 2,0 % U,

in

Durée: 49 demi-cycles
+ 2 demi-cycles

NOTE Les\parametres suivants peuvent étre soumis a I'essai:

- Heure de début d'un événement RVC: un événement RVC est horodaté en utilisant I'heure a laquelle la valeur
du.signal logique "tension en régime établi" est devenue FALSE et a initié I'événement RVC.

relevée au cours de I'événement RVC et la moyenne arithmétique finale des valeurs 100/120 Ueff(‘/z) relevée
juste avant I'événement RVC. Pour les réseaux polyphasés, la valeur AU__ est la plus élevée sur n'importe

quel canal.

— Lavaleur AU, d'un événement RVC correspond a la différence absolue entre la moyenne arithmétique finale
des valeurs 100/120 Ueff(,/z) relevée juste avant I'événement RVC et la premiere moyenne arithmétique des
valeurs 100/120 Ueff(Vz) relevée aprés I'événement RVC (la valeur du signal logique "tension en régime établi"

est devenue TRUE). Pour les réseaux polyphasés, la valeur AU__ est la plus élevée sur n'importe quel canal.

— Durée d'un événement RVC: plus courte de 100/120 demi-cycles que la durée au cours de laquelle la valeur du
signal logique "tension en régime établi" est FALSE.
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